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Akcesoria do pomiaréw

Dtugosci

Obliczenia

Kalibracja

Pomiary katéw

Okulary

Oprogramowanie
do zadan
pomiarowych

e Mikrometr stolikowy (1) do kalibracji

¢ Siatki o r6znych odstepach (2)
w mm i calach

e Siatki z oczkami (3)
¢ Siatki z osiami wspoéirzednych

$g mierzone przy uzyciu siatek o odstepach
np. 12mm : 120 lub 5mm : 100.

komorki, jadra itp. w jednym obszarze mogg by¢
mierzone przy pomocy siatki z oczkami.

W przypadku kalibracji za pomocg mikrometru
stolikowego, warto$¢ odstepu zdefiniowana jest na
siatce w okularze w stosunku do powigkszenia
preparatu.

- zaleca si¢ stosowanie siatki z osiami wspotrzednych
i podziatem katowym na okragtym stoliku polaryzaciji.

Jesli chodzi o korzystanie z siatki w okularze, prosimy

o stosowanie sie do instrukcji obstugi urzadzenia.

W przypadku sprzetu z siatkami pomiarowymi konieczne
sg dwa regulowane okulary, aby mozna byto doktadnie
wyregulowaé¢ ostrosc.

Jesli zamierzacie Panstwo przy pomocy swojego
mikroskopu stereoskopowego lub makroskopu
wykonywac zdjecia cyfrowe, zalecamy oprogramowanie
do archiwizacji Leica IM z modutem pomiarowym do
pomiaréw interaktywnych, podpisywania i oznaczania.
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Czyszczenie i konserwacja

Nalezy unika¢ zracych srodkéw czyszczgcych
i materiatow, ktére moga zarysowywac powierzchnie.

Prosimy o przestrzeganie zalecen dotyczacych
konserwacji zawartych w instrukciji obstugi
urzadzenia.

¢ Nie przetrzymywac niewykorzystanych siatek
i mikrometrow stolikowych w oryginalnych
opakowaniach, w ktérych zostaty przystane.

Akcesoria te nie zostang zniszczone, jesli beda
czyszczone

* miekkimi, suchymi szczoteczkami
* miechami

e Sciereczkami do szkiet optycznych
* wacikami

e delikatnymi, miekkimi, nie pozostawiajgcymi nitek
$ciereczkami: w przypadku usuwania odciskéw
palcow nalezy zwilzy¢ Sciereczke; w przypadku
mocno przytwierdzonych zanieczyszczen,
namoczy¢ $ciereczke w alkoholu.
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Ustawianie dioptrii i ptytki z siatka

i

Przygotowania

Przy uzyciu siatki
wyregulowaé
okular

Ustawianie ostrosci
na preparacie
testowym

Dostosowa¢ doktadnie okulary do oczu, zgodnie
z opisem, az widoczna bedzie jednoczesnie ostra
siatka i preparat (bez efektu paralaksy).

>

>

>

Ustawi¢ odlegto$¢ od oczu,
wyregulowa¢ okulary,
os$wietlenie itp., zgodnie

z opisem w instrukcji obstugi
urzgdzenia.

Ustawi¢ «0» dioptrii na obu
okularach.

Oswietli¢ pole widzenia bez preparatu.

Nie patrze¢ w okulary.

>

Obracac okular z siatka

w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazdwek zegara,
az do oporu.

Spojrze¢ w okulary

>

Powoli obracac¢ okular z siatkg
w kierunku zgodnym z ruchem
wskazoéwek zegara, az linie
pomiarowe bedg dobrze
widoczne.

Zaprzestac regulacji okularu
z siatka.

Umiesci¢ preparat testowy
(np. mikrometr stolikowy) pod
soczewka.
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Regulacja okularu
bez siatki

Upewniania sie, czy
okular jest wolny
od efektu paralaksy

» Wybrac¢ najmniejsze
powiekszenie.

» Ogladac preparat przez okular
z siatkg i ustawic ostrosc.

» Wybra¢ najwieksze
powiekszenie.

» Przy uzyciu pokretta regulacii
ostrosci ustawi¢ ostrosé.

Nie patrze¢ w okulary

» Obraca¢ okular bez siatki
w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara,
az do oporu.

» Wybrac¢ najmniejsze
powiekszenie.

» Spojrze¢ w okular bez siatki
i powoli obraca¢ go zgodnie
z ruchem wskazéwek zegara,
az preparat bedzie dobrze
widoczny.

» Wybra¢ najwieksze li
powiekszenie.

» Ogladac¢ preparat przez oba o
okulary.

» Jesli to konieczne, ustawic¢
ponownie ostros¢. Il

» Patrzac w okulary lekko przesung¢ gtowe.

e Siatka i preparat nie mogg przesuwac sie do siebie,
tzn. powinny by¢ dobrze zogniskowane w jednej
ptaszczyznie (bez efektu paralaksy). Jesli tak nie jest,
powtorzy¢ procedure.
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Siatki kalibracyjne

Po co kalibrowac¢?

Kalibracja nie jest
konieczna

Kalibracja jest
konieczna

Kalibracji

dokonywaé
tylko raz

Ustawianie zoomu

e

Siatka jest powiekszana tylko przez okular.

Catkowite powiekszenie preparatu zalezy od soczewek,
pokretta regulaciji powiekszenia, okularu i dodatkowego
tubusa (np. koaksjalne zrodta Swiatta) i zmienia sie,

gdy ktérys z tych elementéw zostanie przestawiony.

W przypadku kalibracji za pomocg mikrometru
stolikowego, wartos¢ odstepu zdefiniowana jest na
siatce w stosunku do powiekszenia preparatu.
Prawdziwe wymiary preparatu moga by¢ sprawdzone
jedynie po zdefiniowaniu wartosci skalibrowane;j.

... jesli wykonywane sg pomiary wzgledne lub
poréwnania.

... jesli potrzebne sg wartosci pomiarowe bezwzgledne.

Wartos$¢ kalibracyjna kazdej z wykorzystywanych
kombinacji optyki/powiekszenia powinna by¢ ustalona
tylko raz. Nalezy przechowywac¢ tabele odpowiednich
wartosci kalibracyjnych (patrz przyktad na stronie 12).

Przy pracy z urzgdzeniami o statych ustawieniach zoomu
(Leica MZ6, MZ75, MZ9s etc.) lub regulowanych
ogranicznikach (modele Leica S6 etc.), okreslone
powiekszenia moga by¢ zawsze doktadnie odtworzone
(patrz instrukcja obstugi mikroskopu stereoskopowego).

W przypadku korzystania z urzadzen z pokrettami
regulacji powickszenia bez statych ustawien
niedoktadnosci moga sie pojawia¢ sie przy
ponownych regulacjach. Jesli konieczny jest wysoki
stopien precyzji, nalezy przeprowadzi¢ kalibracje
przy kazdej zmianie powiekszenia.
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Kalibracja

Wzor kalibracyjny

» Umiescié mikrometr )
stolikowy na wktadce
stolika i ustawi¢ ostrosé.

» Wybra¢ powigkszenie, przy
ktorym dokonywane bedg
pdzniej pomiary.

» Ustawic siatke w okularze
i mikrometr soczewki tak, — —T——— —

aby byty wolne od efektu
paralaksy (patrz strona 4).
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» Ustawi¢ mikrometr stolikowy (X) w poblizu
i rbwnolegle do siatki okularu (Y).

» Ustawic ostro$¢ na oba obiekty.
W przyktadzie: 0i 10

» Obliczenie: Liczba mm (cali) na mikrometrze
stolikowym (X) odpowiada pewnej liczbie odstepdw
siatki okularu (Y).

» W przyktadzie:
7,8mm na mikrometrze stolikowym odpowiada
120 odstepom siatki okularu

» Obliczy¢ wartos¢ kalibracyjng przy uzyciu wzoru
i zapisac ja.

X mikrometr stolikowy: liczba mm (cal)
Y siatka okularu: liczba odstepdw

i mm (cale) = wartos$¢ kalibracyjna mm (cale)
Y
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Pomiary, liczenie

Dtugosé
pomiarowa

e i‘.r—'.‘—
80 v

P Zdja¢ mikrometr stolikowy i wyregulowac ostros¢
preparatu.

P Policzy¢ ile odstepdw na siatce okularu pokrywa
interesujgca nas odlegto$¢ pomiarowa.

» Pomnozy¢ liczbe odstepow o wartos¢ kalibracyjna.
W wyniku uzyskujemy dtugosé bezwzglednag
odlegtosci pomiarowej w mm (calach).

Obliczenia
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» Zdja¢ mikrometr stolikowy i wyregulowac ostro$¢
preparatu.

P Policzy¢ czastki (komorki) w zadanym obszarze.
¢ Obszar moze sktadac sie z kilku kwadratow.
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Przykiady

1. Odstepy 1 y
pomiarowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # 12
12mm : 120 e e e e e
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Mikrometr

stolikowy Kalibracja

0 podziatce 0,imm . .
7,8mm na mikrometrze stolikowym (X)

K 120 odstepow na siatce okularu (Y)

% mm = 0,065mm warto$¢ kalibracyjna

Sprzet pomiarowy
Odstepy siatki okularu: 112

Wynik:

112 odstep6w x 0,065mm = 7,.3mm diugosé
zZmierzonej
odlegtosci
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2. Odstepy y
pomiarowe 0

5mm : 100

| ||\||||‘||||||}||\|||‘|||||\‘mln||h|||\'|||\||}|\||||~||||\||‘||\||||||||\|}|||||||~

\|||||\||l|||”|l||'|‘|||
i
0 =~ 1

stolikowy Kalibracja
0 podziatce 0,imm

1,37mm na mikrometrze stolikowym (X)

K 100 odstepow na siatce okularu (Y)

% mm = 0,014mm wartos$¢ kalibracyjna
2 _“\.—_-— -
ulu ETﬂ%\|||\||||hm\||nh|uhu|h|||\
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Pomiary

Odstepy siatki okularu: 34

Wynik:

34 odstepy x 0,014mm = 0,47mm dtugosé
odlegtosci
pomiarowej
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3. Oczka siatki y
100 x 1mm?
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Kalibracja

6,2mm na mikrometrze stolikowym (X)

K 10 odstepéw na siatce okularu (Y)

6_'5 mm = 0,62mm wartos$¢ kalibracyjna
1

TR = -

“w.ﬂu, i o= -

L : .H
4y m Tt At g ST

™ e, e, - +ink
o ee, e T MR
- : T

Obliczenia

Obszar kwadratu A: 0,38mm?
Wynik: 4 komérki na 0,38mm?

Obszar kwadratu B: 9,5mm?
Wynik: 16 komoérek na 9,5mm?
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Tabela

Kalibracja
1. Wyregulowa¢ ostro$¢ na mikrometrze stolikowym.
2. Obliczenia:

liczba mm (cali) na mikrometrze stolikowym (X)
=]

liczba odstepdw siatki w okularze (Y)

3. Obliczy¢ wartos¢ kalibracyjng (jeden odstep siatki okularu):

= mm (cale) warto$¢ kalibracyjna

Pomiary
4. Wyregulowac ostro$¢ na preparacie, a nie na mikrometrze stolikowym.

5. Policzy¢ i wykona¢ obliczenia:

liczba odstepow siatki w okularze

X
mm (cale) wartos¢ kalibracyjna= ____mm (cale) odlegtos¢ pomiarowa
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